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Negativer einfluss von silicon auf schaltende Kontakte
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reM-Aufnahme der stark  
verschmutzten Kontaktzone  
eines schaltenden Kontakts

Gefahrenquelle „Silicon“



Kennen auch sie das Problem verschmutzter Kontakte? 
wir helfen ihnen bei der Problemlösung.
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 Erhöhter Übergangswiderstand bei Kontakten in Polyamidgehäusen    (ĺ�Link)
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eDX-spektrum des harten 
Belags in der Kontaktzone  
des untersuchten Kontakts
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